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摘要(译)

提供了用于分析样品的分析物的方法。在各种实施方案中，所述方法包
括使怀疑含有分析物的样品与包含捕获分子的非均匀颗粒接触，并进一
步使颗粒与包含标记的检测部分接触，所述标记允许在与颗粒结合时检
测分析物。可以执行这些方法以检测和/或定量样品中的分析物。在一些
实施方案中，所述方法可以以自动方式进行，并且可以使用光学和/或细
胞计数设备来进行所述方法。该方法可以进一步用自动容器处理装置进
行，例如平板装载器，平板洗涤器等。还提供含有通过本发明的测定形
成的所述材料的复合物，包括激发态复合物。还提供了用于执行这些方
法的试剂盒。
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